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Dersin Amaci

Bu dersin amaci, Yariiletken Malzemelerde cihaz performansini 6nemli
derecede etkileyen derin seviye kusurlarinin tanimlanmasi ve Derin Seviye
Gegici Spektroskopisi (DLTS) , Derin Seviye Optik Spektroskopisi (DLOS) ve
Laplace DLTS (LDLTS) teknikleriyle malzemelerdeki derin seviyelerin
karekterizasyonu

Dersin Icerigi

Kusurlarin Smiflandirilmasi. Derin Seviyelerin Ozellikleri. Malzeme ve Cihaz
Karakteristiklerinde Derin Seviyelerin Etkileri. Derin Seviye Karakterizasyonu
i¢in Schottky Diyotlar, p-n Eklemler, Kapasite Voltaj Olgiimleri ve C-V Profiline
Genel Bakis. Derin Seviyelerde Tasiyict Yakalamasi ve Salinimi. Derin Seviye
Gegici Spektroskopisi (DLTS). Tasiyict Yakalama Kinetigi. DLTS Teknigi ile
Malzeme Karakterizasyonu. Derin Seviyelerde Tasiyict Yakalamasi ve Salinimi.
Derin  Seviye Optik Spektroskopisi (DLOS9. DLOS ile Malzeme
Karakterizasyonu. Laplace DLTS Ile Malzeme Karekterizasyonu. Derin
Seviyeleri Karekterize Ederken Karsilasilan Zorluklar Ve Kullanilan Tekniklerin
(DLTS, DLOS ve LDLTS) Karsilagtirilmasi

Dersin Ogrenme

Derin seviyelerin yariiletken teknolojisindeki onemi ve etkilerini kavrama.

Ciktilar: Malzemelerin elektriksel, optik ve titresimsel 6zellikleri uzerine derin seviyelerin
etkisini inceleme ve karekterizasyon teknikleriyle ilgili degerlendirmeleri
yapabilme.
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Dersin Egitim- Teorik | Uygulama | Lab. Proje | Odev | Diger | Toplam | AKTS

Ogretim 42 76 30 188 7.5

Yontemi

Dersin Degerlendirme Adet (“X” ile isaretleyiniz) Oran (%)

Olgiitleri

Ara Sinav X 30

Kisa Simav

Odev X 10

Proje X 20

Laboratuar

Uygulama

Diger

Dénem Sonu Sinavi X 40
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1. Hafta Kusurlarin Smiflandirilmasi

2. Hafta Derin Seviyelerin Ozellikleri

3. Hafta Malzeme ve Cihaz Karakteristiklerinde Derin Seviyelerin Etkileri

4. Hafta Malzeme ve Cihaz Karakteristiklerinde Derin Seviyelerin Etkileri

5. Hafta Derin Seviye Karekterizasyonunu icin Schottky Diyotlar, p-n Eklemler, Kapasite Voltaj
Olgiimleri ve C-V Profiline Genel Bakis

6. Hafta Derin Seviyelerde Tasiyict Yakalamasi ve Salinimi

7. Hafta Derin Seviye Gegici Spektroskopisi (DLTS)

8. Hafta Ara Smav

9. Hafta Derin Seviye Gegici Spektroskopisi DLTS

10. Hafta | Tastyic1 Yakalama Kinetigi

11. Hafta | DLTS Teknigi [le Malzeme Karakterizasyonu

12. Hafta | Derin Seviye Optik Spektroskopisi (DLOS)

13. Hafta | DLOS ile Malzeme Karakterizasyonu

14. Hafta | Laplace DLTS Ile Malzeme Karakterizasyonu

15. Hafta | Derin Seviyeleri Karakterize Ederken Karsilasilan Zorluklar ve Kullanilan Tekniklerin

(DLTS, DLOS ve LDLTS) Karsilagtirilmasi
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